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Thema: Optimierung beim Test von Eingebetteten Systemen

Ziel: Skalierbare Methoden und parallele Testausfiihrung bei der
Fehleranalyse und Fehlerprophylaxe fiir das SW/HW Testen.

Verbindung von Entwicklungs- und Testdomain Uber den
Gesamtlebenszyklus fiir schnellere und verlasslichere tiefe Testaussagen.
Test Driven Development durch kooperative Gemeinschaftsleistung zur
Optimierung der Total Test Coverage

Nutzen: Risikominimierung, Zeit- und Kostenersparnis durch vernetzte
Testinfrastruktur fir einen friheren "Time to Market”



